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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に交差した複数のゲート配線及びデータ配線によって定義される複数の画素領域を
備えた表示領域と、前記表示領域の周辺に第１ないし第４非表示領域とが定義され、前記
各画素領域にはスイッチング薄膜トランジスタと、それに接続した板状の画素電極とが設
けられ、前記画素電極上の前記表示領域全面に、前記画素電極に対面して複数のバー形状
の開口を持つ共通電極が設けられたフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装
置に用いられるアレイ基板において、
　前記第１ないし第４非表示領域には前記表示領域を囲んで複数の検査用画素領域が備え
られ、
　前記各検査用画素領域には、検査用薄膜トランジスタと、当該検査用薄膜トランジスタ
に接続し、前記共通電極が設けられた層と同じ層に、前記共通電極と同一物質からなり、
前記共通電極と離隔した検査用電極とが設けられ、更に
　前記表示領域の最外殻に位置する画素領域と前記検査用画素領域との間には、前記スイ
ッチング薄膜トランジスタと前記画素電極を含むダミー画素領域が備えられ、
　当該ダミー画素領域には共通電極が設けられない、あるいは、ダミー画素領域の一部領
域に対してのみ共通電極が設けられることにより、画素領域の共通電極と検査用画素領域
の検査用電極との間のショートを防止する
　ことを特徴とするフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられる
アレイ基板。
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【請求項２】
　前記第２及び第４非表示領域には、前記ゲート配線と並んで設けられた第１及び第２検
査用ゲート配線と、前記第１及び第３非表示領域には、前記データ配線と並んで設けられ
た第１及び第２検査用データ配線のそれぞれが設けられたことを特徴とする請求項１に記
載のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板。
【請求項３】
　前記表示領域を介して相互に向かい合った前記第１及び第３非表示領域には、それぞれ
前記第１及び第２検査用データ配線が設けられ、前記第１及び第２検査用データ配線は、
前記第１及び第３非表示領域にそれぞれ設けられた複数の検査用薄膜トランジスタのソー
ス電極に接続したことを特徴とする請求項２に記載のフリンジフィールドスイッチングモ
ードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板。
【請求項４】
　前記第１及び第３非表示領域に設けられた複数の検査用薄膜トランジスタのゲート電極
は、前記表示領域に備えられた複数のゲート配線に接続したことを特徴とする請求項３に
記載のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板。
【請求項５】
　前記表示領域を介して相互に向かい合った前記第２及び第４非表示領域には、前記第１
及び第２検査用ゲート配線が設けられ、前記第１及び第２検査用ゲート配線は、前記第２
及び第４非表示領域にそれぞれ設けられた複数の検査用薄膜トランジスタのゲート電極に
接続したことを特徴とする請求項２に記載のフリンジフィールドスイッチングモードの液
晶表示装置に用いられるアレイ基板。
【請求項６】
　前記第２及び第４非表示領域に設けられた複数の検査用薄膜トランジスタのソース電極
は、前記表示領域に設けられた複数のデータ配線に接続したことを特徴とする請求項５に
記載のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板。
【請求項７】
　前記第１及び第２検査用ゲート配線の一端には、それぞれ前記第１ないし第４非表示領
域のうち、１つに設けられた検査用ゲートパッド電極が備えられ、
　前記第１及び第２検査用データ配線の一端には、それぞれ前記第１ないし第４非表示領
域のうち、他の１つに設けられた検査用データパッド電極が備えられたことを特徴とする
請求項１に記載のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるア
レイ基板。
【請求項８】
　各検査用画素領域に備えられた検査用トランジスタのドレイン電極上には、保護層が備
えられ、
　前記保護層は、前記検査用トランジスタのドレイン電極を露出するドレインコンタクト
ホールを有することを特徴とする請求項１に記載のフリンジフィールドスイッチングモー
ドの液晶表示装置に用いられるアレイ基板。
【請求項９】
　前記検査用画素領域の検査用電極は、対応するドレインコンタクトホールを介して前記
検査用トランジスタのドレイン電極に接触したことを特徴とする請求項８に記載のフリン
ジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板。
【請求項１０】
　前記スイッチング薄膜トランジスタ及び前記検査用薄膜トランジスタは、それぞれ順次
積層した形でゲート電極と、ゲート絶縁膜と、半導体層と、相互に離隔したソース電極及
びドレイン電極とからなることを特徴とする請求項１に記載のフリンジフィールドスイッ
チングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板。
【請求項１１】
　前記画素領域に設けられた前記画素電極は、前記ゲート絶縁膜上に設けられ、前記スイ
ッチング薄膜トランジスタのドレイン電極は、前記画素電極の一端上面まで延長して設け
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られたことを特徴とする請求項１０に記載のフリンジフィールドスイッチングモードの液
晶表示装置に用いられるアレイ基板。
【請求項１２】
　検査用画素領域と特定方向に隣り合った画素領域との間の幅は、前記特定方向に相互に
隣り合った画素領域同士の間隔と同じか、または狭いことを特徴とする請求項１に記載の
フリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板。
【請求項１３】
　前記各ゲート配線及び前記各データ配線の一端には、それぞれゲートパッド電極及びデ
ータパッド電極が設けられ、
　前記各ゲートパッド電極に接触して第１駆動ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔ）が実装され、前記各データパッド電極に接触して第２駆動ＩＣが実装されたことを
特徴とする請求項１に記載のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用
いられるアレイ基板。
【請求項１４】
　映像を表示し、スイッチング薄膜トランジスタが設けられた、相互に交差した複数のゲ
ート配線及びデータ配線によって定義される複数の画素領域を備えた表示領域と、
　前記表示領域を部分的に囲む、少なくとも１つの非表示領域を備え、
　前記少なくとも１つの非表示領域は、行または列の検査用画素領域を備え、
　前記各画素領域には前記スイッチング薄膜トランジスタと、それに接続した板状の画素
電極とが設けられ、前記画素電極上の前記表示領域全面に、前記画素電極に対面して複数
のバー形状の開口を持つ共通電極が設けられたフリンジフィールドスイッチングモードの
液晶表示装置に用いられるアレイ基板において、
　前記各検査用画素領域には、検査用薄膜トランジスタと、当該検査用薄膜トランジスタ
に接続し、前記共通電極が設けられた層と同じ層に、前記共通電極と同一物質からなり、
前記共通電極と離隔した検査用電極とが設けられ、
　前記検査用画素領域の検査は、前記スイッチング薄膜トランジスタの欠陥を検出するた
めに用いられ、更に
　前記表示領域の最外殻に位置する画素領域と前記検査用画素領域との間には、前記スイ
ッチング薄膜トランジスタと前記画素電極を含むダミー画素領域が備えられ、
　当該ダミー画素領域には共通電極が設けられない、あるいは、ダミー画素領域の一部領
域に対してのみ共通電極が設けられることにより、画素領域の共通電極と検査用画素領域
の検査用電極との間のショートを防止する
　ことを特徴とするフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられる
アレイ基板。
【請求項１５】
　前記検査用画素領域は画素電極を備えないことを特徴とする請求項１４に記載のフリン
ジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板。
【請求項１６】
　前記検査用画素領域は、対応する検査用薄膜トランジスタを覆う保護層を備え、
　前記保護層は、その内部に設けられた検査用ドレインコンタクトホールを備え、
　各検査用画素領域の検査用電極は、前記保護層上に設けられ、前記検査用ドレインコン
タクトホールを介して対応する検査用薄膜トランジスタのドレイン電極に接触したことを
特徴とする請求項１４に記載のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に
用いられるアレイ基板。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの非表示領域は、前記表示領域の第１ないし第４側にそれぞれ備え
られ、前記表示領域を囲む第１ないし第４非表示領域を備え、
　前記第１ないし第４非表示領域は、それぞれ前記行または列の検査用画素領域を備えた
ことを特徴とする請求項１４に記載のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示
装置に用いられるアレイ基板。
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【請求項１８】
　前記行または列の検査用画素領域の数は、前記表示領域に設けられたデータ配線または
ゲート配線の数に対応することを特徴とする請求項１７に記載のフリンジフィールドスイ
ッチングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板。
【請求項１９】
　映像を表示する表示領域を備えたアレイ基板と、
　カラーフィルター及びブラックマトリクスを備えたカラーフィルター基板と、
　前記アレイ基板と前記カラーフィルター基板との間に液晶層を備え、
　前記アレイ基板は、
　前記映像を表示し、スイッチング薄膜トランジスタが備えられた、相互に交差した複数
のゲート配線及びデータ配線によって定義される複数の画素領域を備えた表示領域と、
　前記表示領域を部分的に囲む少なくとも１つの非表示領域を備え、
　前記少なくとも１つの非表示領域は、行または列の検査用画素領域を備え、
　前記各画素領域には前記スイッチング薄膜トランジスタと、それに接続した板状の画素
電極とが設けられ、前記画素電極上の前記表示領域全面に、前記画素電極に対面して複数
のバー形状の開口を持つ共通電極が設けられたフリンジフィールドスイッチングモードの
液晶表示装置に用いられるアレイ基板において、
　前記各検査用画素領域には、検査用薄膜トランジスタと、当該検査用薄膜トランジスタ
に接続し、前記共通電極が設けられた層と同じ層に、前記共通電極と同一物質からなり、
前記共通電極と離隔した検査用電極とが設けられ、
　前記検査用画素領域の検査は、前記スイッチング薄膜トランジスタの欠陥を検出するた
めに用いられ、更に
　前記表示領域の最外殻に位置する画素領域と前記検査用画素領域との間には、前記スイ
ッチング薄膜トランジスタと前記画素電極を含むダミー画素領域が備えられ、
　当該ダミー画素領域には共通電極が設けられない、あるいは、ダミー画素領域の一部領
域に対してのみ共通電極が設けられることにより、画素領域の共通電極と検査用画素領域
の検査用電極との間のショートを防止する
　ことを特徴とするフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ）に関するものであって、特に表示領域に設けられた薄膜トランジスタの特性を測定
できるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、一般的に液晶の光学的異方性と分極特性によって駆動される。液晶は
細長い構造をしているため、分子の配列に方向性があり、液晶に電界を人為的に印加する
ことで分子配列の方向を制御することができる。
【０００３】
　従って、液晶の分子配列の方向を人為的に制御することにより、液晶の分子配列が変化
し、光学的異方性によって光が液晶の分子配列の方向に屈折して、画像情報を表現するこ
とができる。
【０００４】
　現在は、薄膜トランジスタと、薄膜トランジスタに接続された画素電極とがマトリクス
状に配置されたアクティブマトリクス型の液晶表示装置（以下、液晶表示装置と略す）が
、解像度及び動画を具現化する能力から最も注目を集めている。
【０００５】
　液晶表示装置は、共通電極が設けられたカラーフィルター基板と、画素電極が設けられ
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たアレイ基板と、両基板の間に介在された液晶とからなる。そして、共通電極と画素電極
との間に、両基板に対して垂直方向にかかる電界によって液晶が駆動される方式であって
、透過率と開口率などの特性に優れている。
【０００６】
　しかし、垂直方向にかかる電界による液晶駆動は、視野角特性が劣るという短所を有す
る。
【０００７】
　そこで、前記のような短所を克服するため、視野角特性に優れた横電界型の液晶表示装
置が提案された。
【０００８】
　以下、図１を用いて一般的な横電界型の液晶表示装置について詳しく説明する。
【０００９】
　図１は、一般的な横電界型の液晶表示装置の断面図である。
【００１０】
　図１に示すように、一般的な横電界型の液晶表示装置は、カラーフィルター基板の上部
基板９とアレイ基板の下部基板１０が互いに離隔対向し、その間に液晶層１１が介在され
る。
【００１１】
　下部基板１０上には、共通電極１７と画素電極３０が同一平面上に設けられ、液晶層１
１は、共通電極１７と画素電極３０による水平電界Ｌによって駆動される。
【００１２】
　図２Ａ及び図２Ｂは、一般的な横電界型の液晶表示装置のオン・オフ状態における動作
をそれぞれ示す断面図である。
【００１３】
　まず、電圧が印加されたオン状態における液晶の配列状態を示す図２Ａを参照する。共
通電極１７及び画素電極３０に対応する位置の液晶１１ａにおける相変位はないが、共通
電極１７と画素電極３０との間に位置する液晶１１ｂは、両電極間に電圧が印加されたこ
とで形成される水平電界Ｌによって、水平電界Ｌと同じ方向に配列されることになる。即
ち、横電界型の液晶表示装置は、液晶が水平電界によって駆動されるため、視野角が広く
なるという特性を有する。
【００１４】
　従って、横電界型の液晶表示装置を正面から見たとき、上下左右に約８０度ないし８９
度の方向においても反転現象なく見ることができる。
【００１５】
　次に、図２Ｂを参照すると、液晶表示装置に電圧が印加されていないオフ状態にあって
、共通電極と画素電極との間に水平電界が形成されないため、液晶層１１の配列状態は変
わらない。
【００１６】
　しかし、このような構成を持つ横電界型の液晶表示装置は、視野角特性を向上させるが
、透過率及び開口率が低いという短所を有する。
【００１７】
　そこで、前記のような短所を改善するため、フリンジフィールドによって液晶が駆動さ
れることを特徴とするフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置が提案され
た。
【００１８】
　図３は、従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるア
レイ基板における１つの画素領域の中央部を切断した断面図である。
【００１９】
　図３に示すように、従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用
いられるアレイ基板４１には、ゲート絶縁膜４５を介在して、その下部及び上部で相互に
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交差して複数の画素領域Ｐを定義するゲート配線（不図示）とデータ配線４７が設けられ
、各画素領域（不図示）にはゲート配線（不図示）及びデータ配線４７に接続して薄膜ト
ランジスタＴｒが設けられる。
【００２０】
　また、ゲート絶縁膜４５上部の各画素領域（不図示）には、薄膜トランジスタＴｒのド
レイン電極５１に接触する板状の画素電極５５が設けられる。画素電極５５はデータ配線
４７と同じ層、即ち、ゲート絶縁膜４５上に設けられ、データ配線４７とのショックを防
止するために、データ配線４７と一定間隔離隔して設けられる。
【００２１】
　また、データ配線４７と画素電極５５の上部の表示領域全面には、保護層６０が備えら
れ、保護層６０上の全面に、各画素領域（不図示）に対応して、一定間隔離隔したバー形
状の複数の開口ｏａを持つ共通電極６５が設けられる。
【００２２】
　前述した構成を持つ従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用
いられるアレイ基板４１は完成した後、薄膜トランジスタＴｒの不良有無及び特性点検の
ため、完成検査を行わなければならない。
【００２３】
　しかし、表示領域全面に対応して共通電極６５が設けられたフリンジフィールドスイッ
チングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板４５の特性上、表示領域を構成する
各画素領域Ｐ内部に設けられた薄膜トランジスタＴｒの特性検査は不可能なのが現状であ
る。更に、薄膜トランジスタＴｒに接続したゲート配線やデータ配線が正常通りに動作す
るか、または設けられたかを確認することも不可能である。
【００２４】
　アレイ基板の各画素領域内に設けられた薄膜トランジスタＴｒの特性を検査するために
は、まず、薄膜トランジスタＴｒの駆動のため、ゲート電極４３とソース電極４９を介し
てそれぞれゲート信号電圧とデータ信号電圧を印加し、ドレイン電極５１を介して印加さ
れたデータ信号電圧によって変化された信号電圧または電流を出力しなければならない。
【００２５】
　しかし、前述した構成を持つ従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示
装置に用いられるアレイ基板４１において、薄膜トランジスタＴｒのドレイン電極５１は
画素電極５５に接続するが、画素電極５５は保護層６０及び共通電極６５によって覆われ
た状態になるため、薄膜トランジスタＴｒに接続したゲート配線（不図示）とデータ配線
４７を介してそれぞれゲート信号とデータ信号を入力しても、ドレイン電極５１自体また
はドレイン電極５１に接触した画素電極５５との接触が不可能であるため、表示領域内部
における各画素領域Ｐ内に設けられた薄膜トランジスタＴｒの特性を出力することが不可
能となる。
【００２６】
　そのため、実質的に従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用
いられるアレイ基板４１の場合、それを完成した後、薄膜トランジスタＴｒの特性を測定
するなどの検査が不可能という問題が発生する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　本発明は前述した問題を解決するためのものであって、表示領域に設けられた薄膜トラ
ンジスタの特性を測定できるフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用
いられるアレイ基板を提供することをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　前述したような目的を達成するために、本発明は、相互に交差した複数のゲート配線及
びデータ配線によって定義される複数の画素領域を備えた表示領域と、前記表示領域の周
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辺に第１ないし第４非表示領域とが定義され、前記各画素領域にはスイッチング薄膜トラ
ンジスタと、それに接続した板状の画素電極とが設けられ、前記画素電極上の前記表示領
域全面に、前記画素電極に対面して複数のバー形状の開口を持つ共通電極が設けられたフ
リンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板において、
前記第１ないし第４非表示領域には前記表示領域を囲んで複数の検査用画素領域が備えら
れ、前記各検査用画素領域には、検査用薄膜トランジスタと、それに接続し、前記共通電
極が設けられた同じ層に同一物質からなり、前記共通電極と離隔した検査用電極とが設け
られたことを特徴とするフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いら
れるアレイ基板を提供する。
【００２９】
　前記第２及び第４非表示領域には、前記ゲート配線と並んで設けられた第１及び第２検
査用ゲート配線と、前記第１及び第３非表示領域には、前記データ配線と並んで設けられ
た第１及び第２検査用データ配線がそれぞれ設けられたことを特徴とする。
【００３０】
　前記表示領域を介して相互に向かい合った前記第１及び第３非表示領域には、前記第１
及び第２検査用データ配線が設けられ、前記第１及び第２検査用データ配線は、前記第１
及び第３非表示領域にそれぞれ設けられた複数の検査用薄膜トランジスタのソース電極に
接続したことを特徴とする。
【００３１】
　前記第１及び第３非表示領域に設けられた複数の検査用薄膜トランジスタのゲート電極
は、前記表示領域に備えられた複数のゲート配線に接続したことを特徴とする。
【００３２】
　前記表示領域を介して相互に向かい合った前記第２及び第４非表示領域には、前記第１
及び第２検査用ゲート配線が設けられ、前記第１及び第２検査用ゲート配線は、前記第２
及び第４非表示領域にそれぞれ設けられた複数の検査用薄膜トランジスタのゲート電極に
接続したことを特徴とする。
【００３３】
　前記第２及び第４非表示領域に設けられた複数の検査用薄膜トランジスタのソース電極
は、前記表示領域に設けられた複数のデータ配線に接続したことを特徴とする。
【００３４】
　前記第１及び第２検査用ゲート配線の一端には、それぞれ前記第１ないし第４非表示領
域のうち、１つに設けられた検査用ゲートパッド電極が備えられ、前記第１及び第２検査
用データ配線の一端には、それぞれ前記第１ないし第４非表示領域のうち、他の１つに設
けられた検査用データパッド電極が備えられたことを特徴とする。
【００３５】
　各検査用画素領域に備えられた検査用トランジスタのドレイン電極上には、保護層が備
えられ、前記保護層は、前記検査用トランジスタのドレイン電極を露出するドレインコン
タクトホールを有することを特徴とする。
【００３６】
　前記検査用画素領域の検査用電極は、対応するドレインコンタクトホールを介して前記
検査用トランジスタのドレイン電極に接触したことを特徴とする。
【００３７】
　前記スイッチング薄膜トランジスタ及び前記検査用薄膜トランジスタは、それぞれ順次
積層した形でゲート電極と、ゲート絶縁膜と、半導体層と、相互に離隔したソース電極及
びドレイン電極とからなることを特徴とする。
【００３８】
　前記画素領域に設けられた前記画素電極は、前記ゲート絶縁膜上に設けられ、前記スイ
ッチング薄膜トランジスタのドレイン電極は、前記画素電極の一端上面まで延長して設け
られたことを特徴とする。
【００３９】
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　検査用画素領域と特定方向に隣り合った画素領域との間の幅は、前記特定方向に相互に
隣り合った画素領域同士の間隔と同じか、または狭いことを特徴とする。
【００４０】
　前記表示領域の最外郭に位置する画素領域と前記検査用画素領域との間には、前記スイ
ッチング薄膜トランジスタと前記画素電極を含むダミー画素領域が備えられたことを特徴
とする。
【００４１】
　前記各ゲート配線及び前記各データ配線の一端には、それぞれゲートパッド電極及びデ
ータパッド電極が設けられ、前記各ゲートパッド電極に接触して第１駆動ＩＣ（Ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）が実装され、前記各データパッド電極に接触して第２駆
動ＩＣが実装されたことを特徴とする。
【００４２】
　また、本発明は、映像を表示し、スイッチング薄膜トランジスタが設けられた複数の画
素領域を備えた表示領域と、前記表示領域を部分的に囲む、少なくとも１つの非表示領域
とを備え、前記少なくとも１つの非表示領域は、行または列の検査用画素領域を備え、前
記検査用画素領域は、検査用薄膜トランジスタと前記検査用薄膜トランジスタに接続した
検査用電極とを備え、前記検査用画素領域の検査は、前記スイッチングトランジスタの欠
陥を検出するために用いられることを特徴とするフリンジフィールドスイッチングモード
の液晶表示装置に用いられるアレイ基板を提供する。
【００４３】
　前記検査用画素領域は、画素電極を備えないことを特徴とする。
【００４４】
　前記検査用画素領域は、対応する検査用薄膜トランジスタを覆う保護層を備え、前記保
護層は、その内部に設けられた検査用ドレインコンタクトホールを備え、各検査用画素領
域の検査用電極は、前記保護層上に設けられ、前記検査用ドレインコンタクトホールを介
して対応する検査用薄膜トランジスタのドレイン電極に接触したことを特徴とする。
【００４５】
　前記少なくとも１つの非表示領域は、前記表示領域の第１ないし第４側にそれぞれ備え
られ、前記表示領域を囲む第１ないし第４非表示領域を備え、前記第１ないし第４非表示
領域は、それぞれ前記行または列の検査用画素領域を備えたことを特徴とする。
【００４６】
　前記行または列の検査用画素領域の数は、前記表示領域に設けられたデータ配線または
ゲート配線の数に対応することを特徴とする。
【００４７】
　また、本発明は、映像を表示する表示領域を備えたアレイ基板と、カラーフィルター及
びブラックマトリクスを備えたカラーフィルター基板と、前記アレイ基板と前記カラーフ
ィルター基板との間に液晶層を備え、前記アレイ基板は、前記映像を表示し、スイッチン
グ薄膜トランジスタが備えられた複数の画素領域を備えた表示領域と、前記表示領域を部
分的に囲む少なくとも１つの非表示領域とを備え、前記少なくとも１つの非表示領域は、
行または列の検査用画素領域を備え、前記検査用画素領域は、検査用薄膜トランジスタと
前記検査用薄膜トランジスタに接続した検査用電極とを備え、前記検査用画素領域の検査
は、前記スイッチングトランジスタの欠陥を検出するために用いられることを特徴とする
フリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置を提供する。
【発明の効果】
【００４８】
　本発明に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるアレ
イ基板は、表示領域全面に対応して最上層に設けられる共通電極が完成した状態で、薄膜
トランジスタの不良有無及び特性を測定することができるというメリットを有する。
【００４９】
　更に本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用
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いられるアレイ基板は、薄膜トランジスタの特性測定及び出力が可能な構成を持つ複数の
検査用画素が、各ゲート配線及びデータ配線に接続する横・縦画素ラインの始まりと終わ
りに設けられることにより、表示領域内における上下左右の特性の差の分布までも、ある
程度把握することができ、その結果を製造工程に反映することができるため、優秀な品質
のアレイ基板を提供する効果を持つ。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】一般的な横電界型の液晶表示装置の一部を概略的に示す断面図である。
【図２】Ａは、一般的な横電界型の液晶表示装置のオン状態における動作を示す断面図で
ある。Ｂは、一般的な横電界型の液晶表示装置のオフ状態における動作を示す断面図であ
る。
【図３】従来のフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるアレ
イ基板における１つの画素領域の中央部を切断した部分を示す断面図である。
【図４】本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に
用いられるアレイ基板を示す平面図である。
【図５】図４のＡ領域を拡大して示す面図である。
【図６】図４のＢ領域を拡大して示す面図である。
【図７】本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に
用いられるアレイ基板における表示領域内の画素領域を示す断面図であって、図５の切断
線ＶＩＩ－ＶＩＩに沿って切断した部分を示す。
【図８】本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に
用いられるアレイ基板における検査用画素領域を示す断面図であって、図６の切断線ＶＩ
ＩＩ－ＶＩＩＩに沿って切断した部分を示す。
【図９】本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置を
示す断面図である。
【図１０】本発明の実施例に係るダミー画素領域が備えられたフリンジフィールドスイッ
チングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板を概略的に示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　以下、図面を用いて本発明の望ましい実施例を説明する。
【００５２】
　図４は、本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置
に用いられるアレイ基板を示す平面図であって、画像を表示する表示領域と共に、表示領
域周辺の非表示領域を示し、図５及び図６は、それぞれ図４のＡ領域とＢ領域を拡大して
示す平面図である。説明の都合上、各画素領域Ｐにおいてスイッチング素子である薄膜ト
ランジスタＴｒが設けられる部分をスイッチング領域ＴｒＡと定義し、非表示領域ＮＡ１
、ＮＡ２、ＮＡ３、ＮＡ４は、表示領域ＡＡを基準に、左右側に位置した部分をそれぞれ
第１非表示領域ＮＡ１、第３非表示領域ＮＡ３と、上下側に位置した部分をそれぞれ第２
非表示領域ＮＡ２、第４非表示領域ＮＡ４と定義する。
【００５３】
　図面に示すように、本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液
晶表示装置に用いられるアレイ基板１０１の表示領域ＡＡには、低抵抗金属物質、例えば
アルミニウム（Ａｌ）、アルミニウムネオジウム（ＡｌＮｄ）のようなアルミニウム合金
、銅（Ｃｕ）、銅合金、モリブデン（Ｍｏ）、モリチタン（ＭｏＴｉ）のうち、いずれか
の１つまたは２つ以上からなる複数のゲート配線１０５が、第１方向に延長して設けられ
る。また、低抵抗物質からなり、第２方向に延長して複数の各ゲート配線１０５と交差し
、複数の画素領域Ｐを定義する複数のデータ配線１３０が設けられる。
【００５４】
　複数のゲート配線１０５及びデータ配線１３０は、その端部が表示領域ＡＡ外側の非表
示領域ＮＡ１、ＮＡ２、ＮＡ３、ＮＡ４まで延長して設けられ、その一端または他端には
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それぞれパッド電極ＧＰ、ＤＰが設けられる。また、ゲートパッド電極ＧＰとデータパッ
ド電極ＤＰは駆動回路ＩＣ（Ｄ－ＩＣ）に接続される。
【００５５】
　一方、本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に
用いられるアレイ基板１０１において特徴的な構成の１つは、表示領域ＡＡ外側の非表示
領域ＮＡ１、ＮＡ２、ＮＡ３、ＮＡ４のうち、相互に向かい合った第１非表示領域ＮＡ１
と第３非表示領域ＮＡ３には、データ配線１３０と並んでそれぞれ１つの検査用データ配
線、即ち、第１検査用データ配線ＩＤＬ１と第２検査用データ配線ＩＤＬ２が設けられ、
第２非表示領域ＮＡ２と第４非表示領域ＮＡ４には、ゲート配線１０５と並んでそれぞれ
１つの検査ゲート配線、即ち、第１検査ゲート配線ＩＧＬ１と第２検査ゲート配線ＩＧＬ
２が設けられるということである。
【００５６】
　第１検査ゲート配線ＩＧＬ１と第２検査ゲート配線ＩＧＬ２のそれぞれの端部に接続し
て第１検査パッド電極ＩＰ１と第２検査パッド電極ＩＰ２がそれぞれ設けられ、第１検査
データ配線ＩＤＬ１と第２検査データ配線ＩＤＬ２のそれぞれの端部に接続して第３検査
パッド電極ＩＰ３と第４検査パッド電極ＩＰ４がそれぞれ設けられる。
【００５７】
　一方、表示領域ＡＡ内の各画素領域Ｐには、ゲート配線１０５及びデータ配線１３０に
接続して、ゲート電極１０７と、ゲート絶縁膜（不図示）と、純粋非晶質シリコンのアク
ティブ層１２０ａと不純物非晶質シリコンのオーミックコンタクト層（不図示）とからな
る半導体層（不図示）と、相互に離隔したソース電極１３３及びドレイン電極１３６ａと
からなるスイッチング薄膜トランジスタＳＴｒが設けられる。
【００５８】
　また、各画素領域Ｐには、スイッチング薄膜トランジスタＳＴｒのドレイン電極１３６
に接触する板状の画素電極１２５が設けられる。
【００５９】
　一方、本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に
用いられるアレイ基板１０１において、また他の特徴的な構成の１つとして、非表示領域
ＮＡ１、ＮＡ２、ＮＡ３、ＮＡ４における第１検査ゲート配線ＩＧＬ１及び第２検査ゲー
ト配線ＩＧＬ２と複数のデータ配線１３０とが交差する部分と、第１検査データ配線ＩＤ
Ｌ１及び第２検査データ配線ＩＤＬ２と複数のゲート配線１０５とが交差する部分には、
それぞれ画素領域Ｐに設けられたスイッチング薄膜トランジスタＳＴｒと同じ構成を持つ
検査用薄膜トランジスタＩＴｒ１、ＩＴｒ２、ＩＴｒ３、ＩＴｒ４が設けられる。
【００６０】
　特に、複数の検査用トランジスタＴｒ１は、第１検査データ配線ＩＤＬ１と複数のゲー
ト配線１０５とが交差する部分に設けられる。同様に、複数の検査用トランジスタＴｒ３
は、第２検査データ配線ＩＤＬ２と複数のゲート配線１０５とが交差する部分に設けられ
る。また、複数の検査用トランジスタＴｒ２は、第１検査ゲート配線ＩＧＬ１と複数のデ
ータ配線１３０とが交差する部分に設けられる。同様に、複数の検査用トランジスタＴｒ
４は、第２検査ゲート配線ＩＧＬ２と複数のデータ配線１３０とが交差する部分に設けら
れる。結果的に、検査用トランジスタＴｒ１、Ｔｒ３のゲート電極は、ゲート配線１０５
に接続する。そして、検査用トランジスタＴｒ２、Ｔｒ４のソース電極は、データ配線１
３０に接続する。
【００６１】
　従って、本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置
に用いられるアレイ基板１０１は、表示領域ＡＡを囲む形で、各ゲート配線１０５及びデ
ータ配線１３０に接続して検査用薄膜トランジスタＩＴｒが設けられたことを特徴とする
。
【００６２】
　即ち、検査用薄膜トランジスタＩＴｒは、各ゲート配線１０５において最左側に位置す
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る画素領域Ｐが始まる前段と、最右側に位置する画素領域Ｐの後段にそれぞれ設けられ、
各データ配線１３０においても最上側に位置する画素領域Ｐが始まる前段と、最下側に位
置する画素領域Ｐの後段にそれぞれ設けられたことを特徴とする。
【００６３】
　第１非表示領域ＮＡ１に設けられた全ての検査用薄膜トランジスタ（以下、第１検査用
薄膜トランジスタＩＴｒ１と称する）は、第１検査用データ配線ＩＤＬ１及びそれに接続
した第３検査用パッドＩＰ３に接続し、第２非表示領域ＮＡ２に設けられた全ての検査用
薄膜トランジスタ（以下、第２検査用薄膜トランジスタＩＴｒ２と称する）は、第１検査
用ゲート配線ＩＧＬ１及びそれに接続した第１検査用パッドＩＰ１に接続する。また、第
３非表示領域ＮＡ３に設けられた全ての検査用薄膜トランジスタ（以下、第３検査用薄膜
トランジスタＩＴｒ３と称する）は、第２検査用データ配線ＩＤＬ２及びそれに接続した
第４検査用パッドＩＰ４に接続し、第４非表示領域ＮＡ４に設けられた全ての検査用薄膜
トランジスタ（以下、第４検査用薄膜トランジスタＩＴｒ４と称する）は、第２検査用ゲ
ート配線ＩＧＬ２及びそれに接続した第２検査用パッドＩＰ２に接続する。
【００６４】
　一方、表示領域ＡＡには、絶縁物質からなる保護層（不図示）を介在して画素電極１２
５に対面し、各画素領域Ｐに対応してそれぞれ複数のバー形状を持つ開口ｏｐを設けた板
状の透明共通電極１７０が設けられる。
【００６５】
　共通電極１７０は、表示領域ＡＡに対応して備えられた画素領域Ｐに対してのみ、それ
と重なって設けられ、検査用薄膜トランジスタＩＴｒ１、ＩＴｒ２、ＩＴｒ３、ＩＴｒ４
が設けられた非表示領域ＮＡ１、ＮＡ２、ＮＡ３、ＮＡ４に対しては設けられないことを
特徴とする。
【００６６】
　また、本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に
用いられるアレイ基板１０１には、非表示領域ＮＡ１、ＮＡ２、ＮＡ３、ＮＡ４に設けら
れた各検査用薄膜トランジスタＩＴｒ１、ＩＴｒ２、ＩＴｒ３、ＩＴｒ４に対応して、保
護層（不図示）上に、透明共通電極１７０と同じ物質で、画素領域Ｐ毎に設けられた画素
電極１２５と同じ形で、各検査用薄膜トランジスタＩＴｒ１、ＩＴｒ２、ＩＴｒ３、Ｔｒ
４のドレイン電極１３６ｂにそれぞれ接続して検査用電極１７５が設けられたことを特徴
とする。
【００６７】
　検査用電極１７５を設けた各検査用画素領域ＩＰＡは、表示領域ＡＡ内に備えられた画
素領域Ｐと同じ大きさ及び面積を持つように設けられても良い。隣り合った検査用画素領
域ＩＰＡ同士の間隔は、表示領域ＡＡ内の隣り合った画素領域Ｐ同士の間隔と同じでも良
い。また、第１非表示領域ＮＡ１及び第３非表示領域ＮＡ３において、隣り合った検査用
画素領域ＩＰＡ同士の間隔は、隣り合ったゲート配線１０５同士の間隔と同じでも良い。
同様に、第２非表示領域ＮＡ２及び第４非表示領域ＮＡ４において、隣り合った検査用画
素領域ＩＰＡ同士の間隔は、隣り合ったデータ配線１３０同士の間隔と同じでも良い。一
方、第１非表示領域ＮＡ１及び第３非表示領域ＮＡ３における各検査用画素領域ＩＰＡの
ゲート配線方向の幅は、表示領域ＡＡにおける各画素領域Ｐのゲート配線方向の幅と同じ
か、または狭くても良い。また、第２非表示領域ＮＡ２及び第４非表示領域ＮＡ４におけ
る各検査用画素領域ＩＰＡのデータ配線方向の幅は、表示領域ＡＡにおける各画素領域Ｐ
のデータ配線方向の幅と同じか、または狭くても良い。例えば、検査用画素領域ＩＰＡと
特定方向に隣り合った画素領域Ｐとの間の幅は、前記特定方向に隣り合った画素領域Ｐ同
士の間隔と同じか、または狭くても良い。一方、検査用画素領域ＩＰＡと前記特定方向と
垂直した方向に隣り合った画素領域Ｐとの間の幅は、前記特定方向と垂直した方向に隣り
合った画素領域Ｐ同士の間隔と同じか、または狭くても良い。
【００６８】
　一方、各検査用薄膜トランジスタＩＴｒ１、ＩＴｒ２、ＩＴｒ３、ＩＴｒ４のドレイン
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電極１３６ｂと検査用電極１７５は、保護層（不図示）に設けられ、検査用薄膜トランジ
スタＩＴｒ１、ＩＴｒ２、ＩＴｒ３、ＩＴｒ４のドレイン電極１３６ｂを露出するドレイ
ンコンタクトホール１６５を介して、相互に接触した構成を持つことを特徴とする。
【００６９】
　従って、本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置
に用いられるアレイ基板１０１は、かかる構成的特徴により、第１非表示領域ＮＡ１に設
けられた全ての第１検査用薄膜トランジスタＩＴｒ１が、第３検査パッド電極ＩＰ３を介
して印加されるデータ信号電圧と、各ゲート配線１０５を介して印加されるゲート信号電
圧によってオンになり、いずれかの１つの第１検査用薄膜トランジスタＩＴｒ１に接続し
た検査用電極１７５に対してプローブピンを接触させると、第１検査用薄膜トランジスタ
ＩＴｒ１及び該当検査用画素領域の特性が出力され、確認することができる。前述のよう
な第１検査用薄膜トランジスタＩＴｒ１の検査用電極１７５を確認することは、対応する
ゲート配線が正常通りに形成され、動作するかどうかを示す。
【００７０】
　また、第２非表示領域ＮＡ２に設けられた全ての第２検査用薄膜トランジスタＩＴｒ２
も、第１検査パッド電極ＩＰ１を介して印加されるゲート信号電圧と、各データ配線１３
０を介して印加されるデータ信号電圧によってオンになり、いずれかの１つの第２検査用
薄膜トランジスタＩＴｒ２の検査用電極１７５に対してプローブピンを接触させると、第
２検査用薄膜トランジスタＩＴｒ２の特性及び該当検査用画素領域の特性が出力され、確
認することができる。前述のような第２検査用薄膜トランジスタＩＴｒ２の検査用電極１
７５を確認することは、対応するゲート配線が正常通りに形成され、動作するかをどうか
を示す。
【００７１】
　また、第３非表示領域ＮＡ３と第４非表示領域ＮＡ４に設けられた全ての第３検査用薄
膜トランジスタＩＴｒ３と第４検査用薄膜トランジスタＩＴｒ４も、それぞれ第４検査パ
ッド電極ＩＰ４とゲート配線１０５、第２検査パッド電極ＩＰ２とデータ配線１３０を介
してオンになるようにして、いずれかの１つの第３検査用薄膜トランジスタＩＴｒ３また
は第４検査用薄膜トランジスタＩＴｒ４の検査用電極１７５に対してプローブピンを接触
させると、それに接続した第３検査用薄膜トランジスタＩＴｒ３または第４検査用薄膜ト
ランジスタＩＴｒ４及び該当検査用画素領域の特性が出力され、確認することができる。
前述のような第３検査用薄膜トランジスタＩＴｒ３及び第４検査用薄膜トランジスタＩＴ
ｒ４の検査用電極１７５を確認することは、対応するゲート配線及びデータ配線が正常通
りに形成され、動作するかどうかを示す。
【００７２】
　このように本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装
置に用いられるアレイ基板１０１は、共通電極１７０が完成した状態で、表示領域ＡＡ内
に設けられた行方向や列方向のスイッチング薄膜トランジスタＳＴｒの不良有無及び特性
を間接的に測定することができるというメリットを有する。
【００７３】
　更に、本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に
用いられるアレイ基板１０１は、特性測定及び出力が可能な構成を持つ複数の検査用画素
領域ＩＰＡが、各ゲート配線１０５とデータ配線１３０に接続した横・縦画素ラインの始
まりと終わりに備えられることにより、表示領域ＡＡ内における上下左右の画素の出力特
性の差の分布までも、ある程度把握することができ、その結果を製造工程に反映すること
ができるため、優秀な品質のアレイ基板１０１を提供する効果を持つ。
【００７４】
　一方、本発明の実施例に係る変形例として、図１０を参照すると、表示領域ＡＡを囲む
複数の検査用画素領域ＩＰＡと表示領域ＡＡとの間に、画素領域Ｐと同じ構成要素を持つ
ダミー画素領域ＤＰＡを備えることができる。例えば、所定の幅を持つダミー画素領域Ｄ
ＰＡが、各検査用画素領域ＩＰＡと表示領域ＡＡとの間に備えられる。
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【００７５】
　ダミー画素領域ＤＰＡにおいて、共通電極１７０は設けられないか、または一部領域に
対してのみ設けられる。
【００７６】
　このように検査用画素領域ＩＰＡと実際の画素領域Ｐとの間にダミー画素領域ＤＰＡを
備えた理由は、ダミー画素領域ＤＰＡを介して、同一物質で同じ層に設けられる共通電極
１７０と検査用電極１７５とのショートを防止するためである。即ち、工程の誤差範囲よ
り広い幅を持つダミー画素領域ＤＰＡを備えることで、工程誤差が発生しても共通電極１
７０と検査用電極１７５が相互に接触してショートに至ることを防止するためである。例
えば、ダミー画素領域ＤＰＡは、表示領域ＡＡの画素領域Ｐと同じ幅を持つことができる
。
【００７７】
　以下、前述したような平面構成を持つ本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッ
チングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板１０１の断面構造について説明する
。
【００７８】
　図７は、本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置
に用いられるアレイ基板における表示領域内の画素領域を示す断面図であって、図５の切
断線ＶＩＩ－ＶＩＩに沿って切断した部分を示す。図８は、本発明の実施例に係るフリン
ジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板における検査用
画素領域を示す断面図であって、図６の切断線ＶＩＩＩ－ＶＩＩＩに沿って切断した部分
を示す。説明の都合上、画素領域Ｐと検査用画素領域ＩＰＡの内に、それぞれスイッチン
グ薄膜トランジスタＳＴｒと検査用薄膜トランジスタＩＴｒが設けられる領域をスイッチ
ング領域ＴｒＡと称する。スイッチング領域ＴｒＡに設けられたスイッチング薄膜トラン
ジスタＳＴｒと検査用薄膜トランジスタＩＴｒの構成要素は、実質的に同一であるため、
それら両薄膜トランジスタＳＴｒ、ＩＴｒの構成要素に対しては、ドレイン電極１３６ａ
、１３６ｂを除いて同じ図面符号を付け、スイッチング薄膜トランジスタＳＴｒのドレイ
ン電極には１３６ａ、検査用薄膜トランジスタＩＴｒのドレイン電極には１３６ｂの図面
符号を付ける。
【００７９】
　図面に示すように、透明絶縁基板１０１上の各スイッチング領域ＴｒＡにはゲート電極
１０７が設けられ、表示領域ＡＡと第１非表示領域及び第３非表示領域（図４のＮＡ１、
ＮＡ３）においては、画素領域Ｐと第１検査用画素領域及び第３検査用画素領域ＩＰＡに
設けられたゲート電極１０７に接続して、ゲート配線（図４の１０５）が設けられる。ま
た、第２非表示領域及び第４非表示領域（図４のＮＡ２、ＮＡ４）においては、第２検査
用画素領域及び第４検査用画素領域ＩＰＡに設けられたゲート電極１０７に接続して、第
１検査用ゲート配線及び第２検査用ゲート配線（図４のＩＧＬ１、ＩＧＬ２）が設けられ
る。
【００８０】
　ゲート配線（図４の１０５）と、第１検査用ゲート配線及び第２検査用ゲート配線（図
４のＩＧＬ１、ＩＧＬ２）と、ゲート電極１０７は、低抵抗特性を持つ金属物質、例えば
アルミニウム（Ａｌ）、アルミニウムネオジウム（ＡｌＮｄ）のようなアルミニウム合金
、銅（Ｃｕ）、銅合金、モリブデン（Ｍｏ）、モリチタン（ＭｏＴｉ）のうち、いずれか
の１つの金属物質からなる単層構造、または２つ以上からなる多層構造を持つ。図面にお
いては単層構造を持つことを一例として示す。
【００８１】
　ゲート配線（図４の１０５）と、第１検査用ゲート配線及び第２検査用ゲート配線（図
４のＩＧＬ１、ＩＧＬ２）と、ゲート電極１０７上の基板１０１全面に、無機絶縁物質、
例えば酸化シリコン（ＳｉＯ２）または窒化シリコン（ＳｉＮｘ）のゲート絶縁膜１１０
が設けられる。



(14) JP 5714561 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

【００８２】
　また、ゲート絶縁膜１１０上の表示領域ＡＡに備えられた各画素領域Ｐに対応して、変
形例の場合は、各画素領域Ｐ及びダミー画素領域（図１０のＤＰＡ）に対応して、板状の
画素電極１２５が設けられる。各検査用画素領域ＩＰＡには、画素電極１２５が設けられ
ないことを特徴とする。
【００８３】
　ゲート絶縁膜１１０上の各スイッチング領域ＴｒＡにおいては、各ゲート電極１０７に
対応して、純粋非晶質シリコンのアクティブ層１２０ａと不純物非晶質シリコンのオーミ
ックコンタクト層１２０ｂとからなる半導体層１２０が設けられる。オーミックコンタク
ト層１２０ｂは、アクティブ層１２０ａの上部で相互に離隔し、アクティブ層１２０ａの
中央部を露出する。
【００８４】
　また、各スイッチング領域ＴｒＡにおいて半導体層１２０上部、更に正確には相互に離
隔したオーミックコンタクト層１２０ｂ上のそれぞれに、アクティブ層１２０ａの中央部
を露出するソース電極１３３とドレイン電極１３６ａ、１３６ｂが設けられる。表示領域
ＡＡ内の各画素領域Ｐと変形例に備えられたダミー画素領域ＤＰＡにおいては、スイッチ
ング領域ＴｒＡに設けられたドレイン電極１３６ａが延長して、各画素領域Ｐ及びダミー
画素領域ＤＰＡに設けられた画素電極１２５に接触するように構成されることを特徴とす
る。
【００８５】
　非表示領域ＮＡ１、ＮＡ２、ＮＡ３、ＮＡ４に備えられた検査用画素領域ＩＰＡにおい
ては、画素電極１２５が設けられないため、画素電極１２５には接触しないが、検査用画
素領域ＩＰＡに設けられたドレイン電極１３６ｂは、それに対応してドレイン電極１３６
ｂを覆う保護層１６０にドレインコンタクトホール１６５が設けられるため、画素領域Ｐ
に設けられたドレイン電極１３６ａより大きい面積を持ち、検査用画素領域ＩＰＡの中央
部の方に延長して設けられたことを特徴とする。これは、検査用画素領域ＩＰＡは実質的
に画像を具現する必要がないため、ドレイン電極１３６ｂの面積を大きく設けても開口率
などに影響を与えないためである。図８に示すように、検査用トランジスタＩＴｒに対す
るドレインコンタクトホール１６５は、ドレイン電極１３６ｂを覆う保護層１６０に設け
られ、ドレイン電極１３６ｂの一部を露出する。保護層１６０の上部に直接設けられた検
査用電極１７５は、ドレインコンタクトホール１６５を介してドレイン電極１３６ｂに接
触することになる。
【００８６】
　ゲート絶縁膜１１０上部には、表示領域ＡＡと第２非表示領域及び第４非表示領域（図
４のＮＡ２、ＮＡ４）において、画素領域Ｐと第２検査用画素領域及び第４検査用画素領
域ＩＰＡに設けられたソース電極１３３に接続してデータ配線１３０が設けられ、第１非
表示領域と第３非表示領域（図４のＮＡ１、ＮＡ３）においては、第１検査用画素領域及
び第３検査用画素領域ＩＰＡに設けられたソース電極１３３に接続して第１検査用データ
配線ＩＤＬ１と第２検査用データ配線ＩＤＬ２が設けられる。
【００８７】
　一方、各スイッチング領域ＴｒＡに順次積層されたゲート電極１０７と、ゲート絶縁膜
１１０と、半導体層１２０と、相互に離隔したソース電極１３３及びドレイン電極１３６
ａ、１３６ｂは、薄膜トランジスタＳＴｒ、ＩＴｒを構成する。
【００８８】
　薄膜トランジスタＳＴｒ、ＩＴｒと画素電極１２５上の表示領域ＡＡ全面と、非表示領
域（図４のＮＡ１、ＮＡ２、ＮＡ３、ＮＡ４）の検査用画素領域ＩＰＡとに対しては、無
機絶縁物質、例えば酸化シリコン（ＳｉＯ２）もしくは窒化シリコン（ＳｉＮｘ）、また
は有機絶縁物質、例えばベンゾシクロブテンもしくはフォトアクリルからなる保護層１６
０が備えられる。保護層１６０は無機絶縁物質と有機絶縁物質との二層構造を持つことも
できる。
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【００８９】
　図面においては、保護層１６０が有機絶縁物質からなる単層構造を持ち、更に平らな表
面を持つことを一例として示す。
【００９０】
　本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチングモードの液晶表示装置に用いら
れるアレイ基板１０１は、保護層１６０に、検査用画素領域ＩＰＡに対応して検査用薄膜
トランジスタＩＴｒのドレイン電極１３６ｂを露出するドレインコンタクトホール１６５
を設けたことを特徴とする。
【００９１】
　保護層１６０上に透明導電性物質、例えばインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）またはイン
ジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）からなる透明共通電極１７０が、表示領域ＡＡ全面に対応し
て板状に設けられる。共通電極１７０には、表示領域ＡＡ内に備えられた各画素領域Ｐに
対応し、更に正確には各画素電極１２５に対応してバー形状を持つ複数の開口ｏｐが一定
間隔離隔して設けられる。
【００９２】
　表示領域ＡＡ外側の非表示領域（図４のＮＡ１、ＮＡ２、ＮＡ３、ＮＡ４）においては
、各検査用画素領域ＩＰＡに対応して保護層１６０上に、共通電極１７０と同一物質で、
共通電極１７０と離隔し、検査用画素領域ＩＰＡ毎に分離して、ドレインコンタクトホー
ル１６５を介して検査用薄膜トランジスタＩＴｒのドレイン電極１３６ｂに接触する検査
用電極１７５が設けられる。
【００９３】
　従って、かかる構成のように、本発明の実施例に係るフリンジフィールドスイッチング
モードの液晶表示装置に用いられるアレイ基板１０１は、検査用薄膜トランジスタＩＴｒ
に接続した検査用電極１７５が最上層に設けられた構成を持つことで、検査用薄膜トラン
ジスタＩＴｒに信号電圧を印加して薄膜トランジスタＩＴｒの特性を含んだ信号が出力さ
れ、確認することができるため、完成検査を行うことができる。全ての検査用電極１７５
に対する検査は、同時に、選択的に、独立に、順次に、グループ毎に、または他の方式で
行うことができる。
【００９４】
　なお、複数の検査用画素領域ＩＰＡが表示領域ＡＡを囲んで備えられることにより、横
方向の画素ラインと縦方向の画素ラインのそれぞれに対し、始部と終部に共に備えられる
結果となるため、表示領域ＡＡ内の位置別特性分布まで把握することができる。そして、
その結果を製造工程に反映することができるため、優秀な品質のアレイ基板１０１を提供
する効果を持つ。
【００９５】
　一方、前述した通りに製造された液晶表示装置に用いられるアレイ基板と、それに対応
する対向基板として例えばカラーフィルター基板とを、液晶層を介在させて貼り合わせる
ことによって、図９に示すような液晶表示装置が製造される。
【００９６】
　図９を参照すると、アレイ基板１０１上には、液晶層２５０を介在してカラーフィルタ
ー基板２０１が位置する。
【００９７】
　カラーフィルター基板２０１の内側上には、画素領域Ｐの周辺に沿ってブラックマトリ
クス２１０が設けられる。そして、画素領域Ｐに対応してカラーフィルター２２０が構成
される。一方、カラーフィルター基板２０１を平坦化するための平坦化膜が、ブラックマ
トリクス２１０及びカラーフィルター２２０上に設けられても良い。
【００９８】
　一方、本発明は前述した実施例及び変形例に限らず、本発明の技術的思想の範囲内で多
様な変化及び変形が可能である。
【符号の説明】
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【００９９】
１０１・・・アレイ基板、
１０５・・・ゲート配線、
１３０・・・データ配線、
１７０・・・共通電極、
１７５・・・検査用電極、
ＡＡ・・・表示領域、
Ｄ－ＩＣ・・・駆動ＩＣ、
ＤＰ・・・データパッド電極、
ＧＰ・・・ゲートパッド電極、
ＩＰ１、ＩＰ２、ＩＰ３、ＩＰ４・・・第１、第２、第３、第４検査用パッド、
ＩＤＬ１、ＩＤＬ２・・・第１、第２検査用データ配線、
ＩＧＬ１、ＩＧＬ２・・・第１、第２検査用ゲート配線、
ＩＰＡ・・・検査用画素領域、
ＩＴｒ１、ＩＴｒ２、ＩＴｒ３、ＩＴｒ４・・・第１、第２、第３、第４検査用薄膜トラ
ンジスタ、
ＮＡ１、ＮＡ２、ＮＡ３、ＮＡ４・・・第１、第２、第３、第４非表示領域

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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